Mikroskopie skenovaci sondou

Stranku je nutno sjednotit s jinou!

Tato stréanka je tématicky totoZzna nebo velice podobna ¢lanku ,Mikroskopia skenovacou
sondou”. Snazte se do néj jeji obsah vclenit, presunuté ¢asti odmazat a nakonec na ni
po Uplném vyprazdnéni viozenim kédu #PRESMERUJ [ [Mikroskopia skenovacou
sondou] ] vytvofit na doplnény ¢lanek prfesmérovani.

Mikroskopie skenovaci sondou (SPM - Scanning Probe Microscopy) je odvétvi mikroskopie, které ziskdvé obraz
pomoci sondy pohybujici se v tésné blizkosti povrchu vzorku. Obraz se ziskdva pohybem sondy po povrchu vzorku
radek po radku, vysledny obraz je pak sestaven pocitacem.

Vlastnosti

Obecné

= vytvari se trojrozmérny obraz
m rozliSeni zavisi na velikosti sondy
= podle typu sondy moznost detekce rliznych vlastnosti povrchu

Vyhody

= mozno pouzit vice druhl prostredi (nenf tfeba vakuum)
= Casto neni potfeba upravovat vzorek
= velké rozliSeni

Nevyhody

= vysledny obrazek je maly

= trva dlouho obrazek pofidit

= nepresnosti vzniklé nenulovou velikosti sondy, vibracemi,
posuny vzorku atd.

Mikroskop atomarnich sil MM AFM
Nanoscope llla vyrobce Veeco Instruments

Typy

STM - scanning tunneling microsopy - mikroskopie tunelovaciho proudu
CFM - chemical force microscopy - mikroskopie chemickych sil

MFM - magnetic force microscopy - mikroskopie magnetickych sil

AFM - atomic force microscopy - mikroskopie atomarnich sil

AFM

Mikroskopie atomarnich sil (AFM - atomic force microscopy neboli SFM - scanning force microscopy) je typ
mikroskopie skenovaci sondou. Umoznuje zobrazit struktury s atomarnim rozliSenim za pomoci mechanického
pohybu sondy po povrchu zkoumaného materialu. RozliSeni je az v Fddu nanometra a je tedy mozno vidét detaily
az na urovni atom0. Mikroskopie atomarnich sil se pouziva k trojrozmérnému zobrazovani povrch(.
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K detekci slouzi vzajemné meziatomové sily (kapilarni sily, van der Waalsovy,...). Sonda se pohybuje po vzorku

fédek po radku a na zakladé téchto sil mezi atomy vzorku a sondy vytvari pocitac vysledny obraz.
Sonda je velmi ostry hrot upevnény na ohebném nosniku. Nosnik se v dlsledku plsobicich sil ohyba. Detekce
ohybu nosniku se provadi nejcastéji pomoci laseru. Laserovy paprsek dopada na nosnik, od néj se odrazi a
nasledné dopada na fotodetektor. Podle mista dopadu paprsku na fotodetektor se pak urci, nakolik je nosnik
ohnuty.

Médy

Jsou 3 zakladni mody

Kontaktni mod:
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= Princip: Hrot se pohybuje pfimo po povrchu vzorku.
= Nevyhody: Mohou nastat potize, pokud ma vzorek velké vertikaIni nerovnosti, coz mize
zpUsobit zachyceni hrotu nebo poskozeni vzorku.

Nekontaktni méd:
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= Princip: Nosnik se sondou osciluje nad vzorkem v urcité vysSce. Kdyz se dostane do blizkosti
vzorku, meziatomové sily zméni fekvenci nebo amplitudu oscilace.

Poklepovy méd: < ( (
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= Princip: Kombinace kontaktniho a bezkontaktniho mdédu. V principu funguje jako bezkontaktni
mad, ale hrot se pri poklepdvani vzorku dotyka.

Odkazy
Souvisejici ¢clanky

= Opticky mikroskop
= Elektronovy mikroskop
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Externi odkazy
= Mikroskopie skenujici sondou (http://www.nanotechnologie.cz/storage/MikrOlomouc.pdf)
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